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１．概要（Summary） 

静電容量型差圧デバイスの受圧ダイヤフラムは、陽極

接合によって生じる初期張力のばらつきによって印加圧

力による変位にばらつきが生じることがあり、熱応力による

初期歪みのばらつきの影響を受けにくいダイヤフラムの形

状を検討するため東北大学試作コインランドリに技術相

談を行った。 

本技術相談ではダイヤフラムの表裏面に設ける溝の形

状および本数に変化を持たせたコルゲートダイヤフラムを

デザインし、これらが初期歪みの増減を緩和できることを

確認して最適な形状を検討することを目的とした。 

検討の方法は、受圧ダイヤフラムのモデルを作成し、

規定の印加圧力でのダイヤフラムの変位と応力の状態を

計算した。このとき陽極接合によって生じる初期歪み付近

でバリエーションを持たせ、ダイヤフラムの変位と応力の

変化の状態を確認した。 

進め方として、まずフラットダイヤフラムについて基準と

なる結果を求めた。次に溝の幅、深さ、数を変化させたコ

ルゲート構造を持つダイヤフラムの計算結果を確認しな

がら、それらの効果を評価した(Fig. 1)。 

 

 

Fig. 1 Image of analysis. 

 

Fig. 2 Diaphragm displacement during 

pressurization when initial strain is changed. 

 

本技術相談では、コルゲート構造を持たせたダイヤフラ

ムでは、フラットダイヤフラムに比べ初期歪みの影響を受

けにくいことを確認することができた(Fig. 2)。また、溝の形

状や本数の効果についても影響を評価することができた。 

今後、より詳細な計算を行った後、試作を実施して計算

結果の妥当性を確認する。 

 

２．実験（Experimental） 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・本研究は戸津健太郎准教授 にご指導いただきました。

結果の理解等ご助言下さり感謝いたします。 
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